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摘要(译)

本发明涉及一种用于确定测量参数相对于预定的平坦测量区域的局部分
布的方法和装置，所述测量区域涉及生物样品，优选器官表面或表皮。
在用于确定第一测量参数的第一测量方法中，将具有发光指示器的传感
器薄膜施加到平坦测量区域并且通过成像装置检测第一测量参数，所述
发光指示器通过修改至少一个光学特性而对测量参数作出反应。执行第
二光学测量方法，其中传感器膜用于同时或直接在之后确定相同测量范
围中的至少一个第二测量参数的局部分布。
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